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Applicazioni
*Misura della diffusivita termica dei materiali
*Misura dello spettro ottico di assorbimento
*Misura della attenuazione nelle guide ottiche
*Misura di spessori di strati submillimetrici
*Rivelazione di inquinanti gassosi
«Caratterizzazione dei parametri fotoelastici

Nuove Applicazioni dal 2008

Stratigrafia della diffusivita termica e della dumzdegli acciai— AVIO S.p.A
*Misura della rugosita superficiale con lo scatteriotiico — ENEA
«Caratterizzazione di nanostrutture opaline — IOFFPRIi8troburgo, CSIC Madrid
*Caratterizzazioni con 3D-AFM — Hokkaido Universityap$oro - Japan
*Progettazione di moduli fotovoltaici — Progetto Tetiberis Filas lazio
*Progettazione di filtri IR per la riduzione dellggsature IR — Ministero Difesa
*Progettazione di Metalli Trasparenti

Collaborazioni attive con Universita ed Industrie
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Tecniche Fototermiche e Fotoacustiche

Dispositivo fototermico per la
rivelazione di inquinanti gassosi




Tecniche Fototermiche e Fotoacustiche

Principio di funzionamento

Le tecniche fototermiche e fotoacustiche sono teeniaker nondistruttive per la
caratterizzazione ottica e termica dei materiak tecniche in uso nel laboratorio
fototermico del Dipartimento SBAI sonodaflessione fototermicda fotoacustica

e la radiometria fototermica

Eccitazione il campione in esame viene riscaldato con un itasaser (pump
beam) modulato temporalmente con otturatore meccani modulatore acusto
ottico cosi da generare nel campione e nel mezzcostante un campo di
temperatura pseudo ondulatorio noto come “onda teah

Rivelazione

Le tecniche differiscono nel meccanismo di rivelagidel campo termico indotto:
nella deflessione fototermicaun fascio laser collimato (He-Ne probe beam
viaggia nello strato d’aria soprastante la regiomiscaldata. Esso viene deviato
dalla traiettoria rettilinea per effetto miraggid."angolo di deviazione del fascio
viene rilevato con sensore di posizione a quadrante

Nella fotoacustical'onda termica sulla superficie del campione agismane un
pistone generando nel gas contenuto nella cellamiBura un’onda acustica
rivelata da microfono.
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Nella radiometria fototermicaa causa dell’onda termica indotta, la superficid d
campione emette una radiazione infrarossa variab#éétempo che viene raccolta
da una lente al Ge su un sensore IR HgCdTe.
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Principali progetti di ricerca dal 1997

*2009-2012 - Contratto di Ricerca con AVIO S.p.A
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Misura della diffusivita termica con Mirage

J.Appl. Phys. 83 (2), 15 January 19498

Lﬂmalysis of the photothermal deflection technique in the surface reflection Jﬁ]' e
scheme: Theory and experiment Frobe bearn ;2&’
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New photothermal deflection method for thermal diffusivity measurement
of semiconductor wafers

. i . . ) - Dy Dy Dy Nominal
M. Bertolotti,?) V. Dorogan,” G. Liakhou,” R. Li Voti, S. Paoloni, and C. Sibilia L (cm¥s) (cm¥s) (cmls)  value
Dipartimento di Energetica, Universita di Roma “La Sapienza,”” GNEQP of CNR, INFM, Sample Type (um) (Fig. 1) (Fig.2) (Fig. 3) {cm%s) Ref
Via Scarpa 16, 00161 Roma, Italy IS n» 550 020 019 021 019 12
(Received 10 September 1996 accepted for publication 3 December 1996) " L8R L LB
InAs n 1300 021 0.20 021 0.19 2
1 350 020 0.21 0.19 0.22 3
P i 330 040 0.45 0.44 0.46 2
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) 350 023 0.24 0.24
GaP i 360 043 0.45 043 0.45 12
Ge 1 400 036 0.38 038 0.37 2
Si 1 470 076 0.85 0.30 0.88 12

FIG. 4. Microscope photo of a prism edge obtained by cleaving a GaP (111) e B

wafer 0.5 mm thick. The magnification factor 1s 100X. The honzontal sur-
face is used to fix the prism in the sample holder while the other surface,
which reflects the probe beam, is coated with an aluminum (or gold) film. 1524 Rev. Sci. Instrum., Vol. 68, No. 3, March 1997



Misura della diffusivita termica con Mirage

Appl. Phys. Lett. 85 (18), 31 October 1994

New method for the study of mirror heating of a semiconductor laser diode
and for the determination of thermal diffusivity of the entire structure

M. Bertolotti, G. L. Liakhou,® R. Li Voti, C. Sibilia, A. Syrbu,® and R. P. Wang®

Dipartimento di Energetica, Universita Roma I, Via Scarpa 16-00161, Roma, Italy
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Misure di diffusivita termica e “A .
anticorrelazione con la durezza negli accial I’VLO

microstruttura di austenite e martensite
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Stratigrafia della diffusivita termica N
e della durezza degli acciali 'AQO
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Caratterizzazione di Opali e di

PBG con Tecniche PA&PT

Spettro di assorbimento
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Caratterizzazione di Opali Metallici con Tecniche PA&PT

PTR setup

1/30/2007 = VacMode WD

Opale inverso di Ni e Pd - C.Lopez - CSIC Madrid

Ar laser IR Radiometry
!
Sample n® Opal type PS diam. Thickness Area | Porosity
Nilt-0 Reference (a) - 280 nm 1.2 cm -
Nilt-1 Reference (b) - 830 nm 16 cm -
Nilt-2 (a) 320 nm 600 nm 1.1 em 52 %
Nilt-3 (a) 320 nm 1100 nm 12em’ | 49%
Nilt-4 (a) 320 nm 1600 nm 1.2cem 59 %
Nilt-5 (a) 457 nm 2000 nm 0.9 em 1%
Nilt-6 (a) 457 nm 180 nm 1.0 cm 0
Nilt-7 (a) 457 nm 3900 nm 1.0 em 0
Tahle 1 — Nickel opal structures
Sample n® Qpal type PS diam. thickness Area Porosity
Pdit-1 Reference (b) - 100 nm 0Scem misfit
Pdlt-2 [{+)] 457 nm 370 nm 0.7cm 0
Pdit-3 [{*}] 457 nm 3200 nm 0.5cm 66 %
Pdit-4 [{}] 457 nm 1200 nm 0.7cm 0
Pdit-5 [{+)] 457 nm 2400 nm 0.7em 4%
Pdit-6 [{+}] 676 nm 4900 nm 0.4cm 57 %
Pdit-7 (a) 320 nm 370 nm 0.7em misfit
Pdit-8 (a) 457 nm ? 0.8em &
Substrate Pdit-8 (a) 457 nm ? 0.4em

Table 2 — Palladium opal structures
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Misure di scattering ottico da superfici metallichegose
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Progettazione di filtri IR per la riduzione dellagnature IR
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Caratterizzazione di nanostrutture con 3BFM — Hokkaido Univ.
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Coordinamento di Conferenze Internazionali Periotie

Direzione di Convegni al Centro Ettore Majorana ERcEMFCSC

1 International Workshop on Photoacoustic & Photothal Phenomen2010 July 11-18

2 International Workshop on Photoacoustic & Photothal Phenomen2012 April 19-26
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Organizzazione delle Sessioni “Inverse Problems &NAE” @ Boulder Colorado USA
15 Symposium on Thermophysical Properties2003 June 25-30
16 Symposium on Thermophysical Properties2006 July 30- Aug 4=
17 Symposium on Thermophysical Properties2009 June 21-26
18 Symposium on Thermophysical Properties2012 June 24-29
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